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1． Introduction 

高い屈折率を持つ誘電体は金属に比べ損失が少ないため，高性能アンテナの材料として期待さ

れている．誘電体ナノ球においては，電気モードに加えて，磁場モードが励起されることがわか

っている[1]．ナノスケールのモード観察には，１nm 以下の高い空間分解能を持つ走査型電子顕

微鏡に搭載したカソードルミネッセンス測定による電場分布のナノスケールイメージングが有効

であり，放射場の検出角度を選択することでモード抽出・モード同士の干渉を捉えることができ

る[2]．本研究では，ナノ Si球に励起されるモードの同定・モード位相の抽出を目指す．	

2. Methods 
 大気雰囲気下でのレーザーアブレーションにより，ナノ Si 球(50-200nm)を TEMグリット上に分

散させた試料を用いた［1］．	

CL 強度計測には，カソードルミネッセンスの計測機構を搭載した透過型電子顕微鏡（STEM-

CL）を用いた．STEM-CL	の光学系は，試料からの放射光を放物面ミラーでコリメートし	[3-

4	]，ミラーと一対一結像の位置にあるピンホールマスクによって特定の放射角度の放射光のみ

が分光器に入る．また，光路上の偏光板によって，偏光方向(P偏光，S偏光)を選択する．検出

角度と偏光方向の選択により，モード選択を行う．	

3．Results & Discussions 
 検出角度 0˚，p 偏光における CL 強度分布を Figure に示

した（ナノ Si 球の直径 140nm）．先行研究により磁気モー

ドが励起される 2.0eV 付近で，対称な極を２つ持つ双極子の分布が観測できた．また，エネルギ

ー変化に伴う高強度域の推移を観測することができた．発表では，さらに，各モードの同定と計

算による電気・磁気モードを含めた CLマッピングの再現結果を示す．	
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Fig. CL maps of Si nanosphere. 
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